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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIELS ELECTRIQUES DE MESURE,
DE COMMANDE ET DE LABORATOIRE —
PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CEM

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechmque Internanonale) est une orgamsatlon mondiale d

2)
3) rhationales. lls sont publiés
éés comme tels par les Comités

4) ! 'unification i i e \té ationaux/de la CEIl s'engagent a appliquer de

e indication d’approbation et sa responsabilité
ne de ses normes.

droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
g propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

Elle porte le numeéxQ gedition 1.2.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par les
amendements 1 et 2.

Les indications générales données dans le Guide 107 de la CEI ont été suivies.
Les annexes A, B, C et D font partie intégrante de la présente norme.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2001.
A cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

e remplacée par une édition révisée, ou
« amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fo

participate in this preparatory Work International, governmental and né -gove
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates
for Standardization (ISO) in accordance with conditions det
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matt

3) The documents produced have the form of yécemmepdalion
of standards, technical specifications, teshnica
Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatiop;

Standards transparently to the maximum| extent_possibl
divergence between the IEC Standard and\ the espondiny
indicated in the latter.

5) The IEC provides no m

6) Attention is drawntQ the ibility ™t 3 elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. @ vsipfe for identifying any or all such patent rights.

International Stands en prepared by subcommittee 65A: System aspects
of IEC technical commi adustpial-process measurement and control

This consolidated 61326-1 is based on the first edition (1997) [documents
65A/211/FDIS\and , its amendment 1 (1998) [documents 65A/248/FDIS and

It bears the editior_.number 1.2.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendments 1 and 2.

The general indications given in IEC Guide 107 have been followed.
Annexes A, B, C and D form an integral part of this standard.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2001. At this date, the publication will be

« reconfirmed,;
¢ withdrawn;
« replaced by a revised edition, or

¢ amended.
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INTRODUCTION

Les instruments et les matériels concernés par la présente norme peuvent souvent étre tres
dispersés d'un point de vue géographique et il peuvent étre amenés a fonctionner dans des
conditions d'environnement tres différentes.

La limitation des émissions électromagnétiques indésirables permet d'éviter qu'un autre
matériel, installé a proximité, soit soumis a l'influence du matériel considéré. Les limites sont
plus ou moins spécifiées dans les publications de la CEIl et du Comité International Spécial des
Perturbations Radioélectriques (CISPR) et proviennent donc de ces documents

Par ailleurs, le matériel est appelé a fonctionner sans dégradajiQ dans un
environnement électromagnétique type. Les valeurs limites d'imgnunmé dans la
présente norme ont été choisies a partir de cette hypothése. Le dus par
exemple a des coups de foudre proches ou directs, a I'oq LI ¥jit ou a un

rayonnement électromagnétique exceptionnellement élevé da } ches, ne sont

conception et de leur installation une planification la

prenant en compte
I'environnement électromagnétique, les prescrip 5 partj ue

a gravité des pannes.
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INTRODUCTION

Instruments and equipment within the scope of this standard may often be geographically
widespread and may have to operate under a wide range of environmental conditions.

The limitation of undesired electromagnetic emissions ensures that no other equipment,
installed nearby, is unduly influenced by the equipment under consideration. The limits are
more or less specified by, and therefore taken from, IEC and International Special Committee
on Radio Interference (CISPR) publications.

However, the equipment has to function without undue degradation in a fypi ectromagnetic
environment. The limit values for immunity, specified in this standard H asen under

their design

and installation, taking into consideration the electro gnt, any special

requirements, and the severity of failures.

O
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MATERIELS ELECTRIQUES DE MESURE,
DE COMMANDE ET DE LABORATOIRE —
PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CEM

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale énonce les prescriptions minimales rel 'immunité et
aux émissions concernant la compatibilité électromagnétique (CEM

électriques fonctionnant a partir d'une source d'alimentation inférie n courant
alternatif ou 1 500 V en courant continu ou a partir du circuit mesy Q usage
professionnel, pour les processus industriels et pour I'enseigneme Matériels

et les dispositifs informatiques pour:

— la mesure et les essais;

— la commande;

— les laboratoires;

— les accessoires prévus pour étre utjlisés d 3 2 ionnés ci-dessus (par exemple
matériel de manipulation échantillafis) 3 iewindustriel ou non industriel.

Les dispositifs informatiques et les matéhi i ant dans le domaine d'application
des appareils de traitement de l'infor pondant aux normes de CEM des ATI
peuvent étre utilisés sans essai supplén

aspects cette norme de
Les matériels cit@ )

Matériels élecixiq e mesurer, d'indiqguer ou d'enregistrer une ou plusieurs
grandeurs cthgue ‘ QN électriques, et également des matériels qui ne sont pas des
matéris ‘ e)§ que générateurs de signaux, étalons, alimentations et

b) Matériel [ dé commande

Matériels servant & commander une ou plusieurs valeurs de sortie spécifiques, chacune de
ces grandeurs étant déterminée par des réglages manuels, par une programmation locale
ou a distance, ou par une ou plusieurs variables d'entrée. Cette catégorie comprend les
matériels de mesure et de commande dans les processus industriels (IPMC), tels que

— les régulateurs et contrbéleurs de processus;
— les automates programmables (AP);
— les blocs d'alimentation des matériels et des systemes (centralisés ou spécialisés);
— les indicateurs et les enregistreurs analogiques/numeériques;
— les instruments de processus;
— les transducteurs, positionneurs, organes de commande intelligents, etc.
c) Matériels électriques de laboratoire

Matériels permettant de mesurer, d'indiquer, de contrdler ou d'analyser des substances, ou
servant a préparer diverses matiéres.
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ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS

1 Scope

This International Standard specifies minimum requirements for immunity and emissions
regarding electromagnetic compatibility (EMC) for electrical equipment, operating from a supply
of less than 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. or from the circuit being me# d, intended for
professional, industrial process and educational use, including equjpn d_ computing
devices for:

— measurement and test;
— control;
— laboratory use;

h

rdling equipment),

Computing devices and assemblies apd simila J0 ithing the scope of information
technology equipment (ITE) and co ¢ ENIC standards can be used
@s, it

without additional testing.
a) Electrical me{i}e
This is equip W i [ eans measures, indicates or records one or more

electrical or ngQRf igs, also non-measuring equipment such as signal
generators, 3 , power supplies and transducers.

b) Electrical

Where a relevant dedicated EMC standard
this product-family standargh

The following equipment.i

This i hich cepfrols one or more output quantities to specific values, with each
valu€ de anual settings, by local or remote programming, or by one or more
input industrial process measurement and control (IPMC)
equipment onsists of devices such as:

— process contrdllers and regulators;
— programmable controllers (PC);
— power supply units of equipment and systems (centralized or dedicated);
— analogue/digital indicators and recorders;
— process instrumentation;
— transducers, positioners, intelligent actuators, etc.
c) Electrical laboratory equipment

This is equipment which measures, indicates, monitors or analyzes substances, or is used
to prepare materials.
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Cette norme s’applique aux
— matériels utilisés sur les sites industriels;

— matériels utilisés dans les laboratoires ou dans les zones d'essai et de mesure en
environnement électromagnétique controlé;

— matériels d’essai et de mesure portatifs et alimentés par batterie ou par le circuit mesuré.
Ces matériels peuvent également étre utilisés dans d'autres endroits que les laboratoires.
2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente noaq

dite~de la référence

internationales en vigueur.

2.1 Normes générales

CEl 60050(161):1990, Vocabulaire
Compatibilité électromagnétique

laboratoire

2.2 Normes relatives a
CEl 61000-4-2:1@

de mesure — Sec e’ 4: Essais d'immunité aux transitoires electr/ques rapides en salves —
Publication fondamentale en CEM

CEIl 61000-4-5:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure — Section 5: Essai d'immunité aux ondes de choc

CEIl 61000-4-6:1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure — Section 6: Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs
radioélectriques

CEIl 61000-4-8:1993, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure — Section 8: Essai d'immunité au champ magnétique a la fréquence du réseau.
Publication fondamentale en CEM

CEI 61000-4-11:1994, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure — Section 11: Essais d'immunité aux creux de tension, coupures bréves et
variations de tension
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This standard is applicable to
— equipment for use in industrial locations;

— equipment for use in laboratories or test and measurement areas with a controlled
electromagnetic environment;

— test and measurement equipment which is portable and powered by battery or from the
circuit being measured.

This equipment may also be used in areas other than laboratories.
2 Normative references

The following normative documents contain provision which, through reférence in this text,
constitute provisions of this standard. At the time of publication, the editions indicated were
valid. All normative documents are subject to revision, and parties to 3
standard are encouraged to investigate the possibility of applying
the normative documents indicated below. Members of IEC and
currently valid International Standards.

2.1 General standards

IEC 60050(151):1978, International Electrotechnical
and magnetic devices

IEC 60050(161):1990, Internationa
Electromagnetic compatibility

IEC 61010: Safety requirements for\ el
laboratory use

<
2.2 Immunity standa

IEC 61000—4-2: e : bility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Sectiof 2s stati

IEC 61000-4-3:19
techniques — W1 3 Ra d, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-5:199 lectromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 5: Surge immunity test

IEC 61000-4-6:1996, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-8:1993, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 8: Power frequency magnetic field immunity test — Basic EMC Publication

IEC 61000-4-11:1994, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measuring
techniques — Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests
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2.3 Normes relatives aux émissions

CEIl 61000-3-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3: Limites — Section 2:
Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils <16 A par
phase)

CEIl 61000-3-3:1994, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3: Limites — Section 3:
Limitation des fluctuations de tension et du flicker dans les réseaux basse tension pour les
équipements ayant un courant appelé <16 A

CISPR 11:1990, Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations
électromagnétiques des appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) a fréquence
radioélectrique

radioélectriques et de l'immunité —
I'immunité
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2.3 Emission standards

IEC 61000-3-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 2: Limits
for harmonic current emissions (equipment input current <16 A per phase)

IEC 61000-3-3:1994, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 3:
Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with
rated current <16 A

CISPR 11:1990, Limits and methods of measurement of electromagnetic disturbance
characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment

CISPR 14:1993, Limits and methods of measurement of radio disturbaqce characteristics of

tools and electric apparatus

CISPR 16-1:1993, Specification for radio disturbance and Im ¢ ing_apparatus and

CISPR 22:1993, Limits and methods 6f Ygeagurement qf r disturbance characteristics of

information technology equipment
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